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1. はじめに 

核融合炉の実現に向けて，第一壁へのトリチ

ウムの吸蔵問題は重大な課題である．当研究室

では CH3/H2 プラズマ中に窒素を添加すること

で炭素膜堆積が強く抑制されることを見出し

ている．堆積を抑制することで堆積膜中の水素

同位体吸蔵量も減少すると推測されるが，直接

的な吸蔵量評価はまだ行えていない．そこで，

水素同位体吸蔵量を直接計測するために Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)の導入を

行った．LIBS とはレーザーアブレーションによ

る発光を観測することによりターゲット材の

組成分析を行う方法である．容器内を大気解放

せずにその場解析できる為，堆積膜の組成評価

に適しており，ITER でも用いられる計画であ

る．今後，高真空小型ヘリカル装置(Heliotron 

-DR)を用いた重水素化炭素堆積膜の生成およ

び LIBS による堆積膜組成評価実験を行う予定

である．今回，LIBS システムの動作確認を行っ

たので報告する． 

2. LIBSの雰囲気ガス圧力特性 

 LIBS 実験における発光スペクトル強度の圧

力特性を観測した．ターゲットには Mo，アブ

レーション用のレーザーには YAG レーザー

(1064 nm, 5 ns, 340 mJ)を使用した．雰囲気ガス

は He とし，雰囲気ガス圧力は 3，15，110，440 

Pa と変化させた．結果を Fig. 1 に示す．Mo の

原子線，イオン線では圧力を大きくしても大き

な変化は見られなかったが，雰囲気ガスである

He の発光は強くなることが確認できた． 

3. LIBSによるステンレスのスペクトル観測 

ステンレス(SUS304)をターゲットとし，LIBS

によるスペクトル観測を行った.雰囲気ガスに

は Ar を用いた．観測結果を Fig. 2 に示す．同図

より Fe，Cr，Ni，Ar のピークが確認できた．

この結果を用いてステンレスの組成を求める

ことで今後行う堆積膜の組成分析の正確性を

調べることができると考えている． 

今後はこれらの基礎実験の結果を踏まえ，

LIBS によるターゲットの組成評価を行ってい

く予定である． 
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図 1 発光強度の圧力依存性 

Fig. 1  Pressure dependence of the emission intensity 

図 2 パルスレーザー照射による SUS304分光観測結果 

Fig. 2  Spectroscopic observation of SUS304 

 irradiated with laser pulse   
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Pressure [Pa]

 He I    501.56 nm

 Mo I   329.27 nm

 Mo II  315.28 nm
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Wavelength [nm]

Fe I 495.7 nm 

Ar II 486.6 nm 

Cr I 425.4 nm 

Cr I 520.8 nm 
Ni I 341.5 nm 

Fe I 532.8 nm 


